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【緒言】有機 EL 素子において高効率発光と耐久性を両立させることは不可欠であり、特に青色

りん光有機 EL 素子の耐久性の向上が求められている。本研究では、青色りん光のドーパント材

料として、FIrpic、FIr6、もしくは FIrfpy を用いた有機 EL 素子の劣化機構について検討した。ま

た、ホスト材料の影響も検討するために mCP、CBP などのホスト材料を用いて実験を行った。 

 

【実験】発光層材料の劣化機構には、(1)電荷注入に伴う荷電分子の電気化学的劣化、(2)電荷再結

合により生成した中性励起分子の光化学的劣化、(3)荷電分子と中性励起分子との反応、などが考

えられる。これらを評価するために以下の構造の素子を作製した。ここで( )内は膜厚(nm)を示す。 

OLED: ITO(100)/CuPc(10)/-NPD (40)/mCP (10)/host: dopant (10 vol%) (30)/BAlq (40)/LiF (1)/Al (100) 

HOD: ITO (100)/ MoO3 (10)/ host: dopant (10 vol%) (150)/ MoO3 (10)/ Al (100) 

EOD: ITO (100)/ BCP (10)/ host: dopant (10 vol%) (150)/ BCP (10)/ LiF (1)/ Al (100) 

有機 EL素子(OLED)は定電流密度 (初期輝度 100 cd/m
2
)で駆動し輝度と電圧の変化を測定した。正

孔オンリー素子(HOD)と電子オンリー素子(EOD)に対しては(1)定電流密度 (1 mA/cm
2
)、(2)UV 光

連続照射 (波長 365 nm、初期輝度 2000 cd/m
2
)、(3)定電流密度 (1 mA/cm

2
)+ UV 光連続照射 (初期

輝度 2000 cd/m
2
)の条件で駆動し、輝度と電圧の変化を測定した。 

 

【結果と考察】ホストに mCP を用いた上記の 3 種類の素子

に対して得られた結果を Fig. 1 に示す。OLED では FIrpic>    

FIrfpy>FIr6 の順に耐久性が高いことが分かった。一方、UV

光連続照射で評価した青色りん光材料の光化学的安定性は

FIrfpy>FIrpic>FIr6 の順で安定であることが分かった。すな

わち OLED の安定性は、発光層の光化学的安定性だけでは

説明できないことが分かった。HODと EODに UV光連続照

射に加えて通電を行うとさらに輝度低下が促進されたが、り

ん光材料間の安定性の傾向には変化は無かった。しかし、り

ん光材料によって HOD と EOD の駆動電圧の上昇速度が異

なることがわかった。HODと EOD の電圧上昇速度に大きな

違いが生じた場合には、電荷バランスが時間と共に悪くなっ

ていると考えられる。HOD と EOD の電圧上昇速度の差は

FIr6>FIrfpy>FIrpic の順に大きかった。以上の結果から、

OLED の耐久性は、発光層の光化学的安定性に加えて、電荷

バランスの時間変化が重畳して決定されると考察した。 

 

Fig. 1 (a) OLED の耐久性 

(b) りん光発光層の光化学的、電気化

学的安定性 
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